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DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

Microscopía electrónica 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

La caracterización de materiales es un área muy importante, que permite estudiar 
las propiedades físicas, mecánicas, ópticas, químicas y magnéticas de diversos 
materiales. Actualmente, la microscopía electrónica es una de las técnicas más 
poderosas para el estudio de propiedades morfológicas y estructurales a nivel 
nanométrico, lo que ha permitido la manipulación de nuevos materiales a escalas 
nanométricas. Por lo tanto, los estudiantes en el área de materiales y nanociencia 
deben contar con las bases suficientes en este tipo de técnicas, que les permita 
analizar los resultados obtenidos. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Proporcionar  a los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos del 
funcionamiento de los microscopíos electrónicos y la importancia que tienen este 
tipo de sistemas en el campo de los materiales y nanociencia. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Introducción a la microscopía 

Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conceptos básicos de la microscopía electrónica, 
tomando como base la microscopía óptica y los conceptos físicos de la 
microscopía electrónica 

Temas 

1.1 Las limitaciones del ojo humano. 
1.2 Microscopía óptica vs microscopía electrónica. 
1.3 Interacción de electrones con sólidos. 
1.2 Componentes del microscopio electrónico de barrido 
1.3 La familia de los microscopios 

 

UNIDAD 2 

Óptica electrónica 

Objetivos particulares 

Conocer los fundamentos básicos de la microscopía, con un enfasis en la 
formación de la imagen en el microscopio óptico y en el microscopio electrónico. 



Temas 

2.1 Propiedades de una imagen ideal 
2.2 Formación de imágenes con luz 
2.3 Formación de imágenes con electrones 
2.4 Comparación de lentes magnéticas y electrostaticas. 
2.5 Defectos de lentes eletrónicas 

 

UNIDAD 3 

Microscopio electrónico de transmisión (TEM) 

Objetivos particulares 

Lograr que el estudiante conozca y aplique los conocimientos fundamentales de la 
microscopía electrónica de transmisión en la formación de imágenes y en la 
interpretación de los resultados obtenidos. 

Temas 

3.1 Principios básicos 
3.2 El cañon de electrones 
3.3 Aceleración de electrones 
3.4 Sistema de lentes electrónicas. 
3.5 Defectos de lentes electrónicas 

 
 

UNIDAD 4 

Microscopio electrónico de barrido (SEM) 

Objetivos particulares 

Lograr que el estudiante conozca y aplique los conocimientos fundamentales de la 
microscopía electrónica de barrido en la formación de imágenes y en la 
interpretación de los resultados obtenidos. 

Temas 

4.1 Principio de operación del microscopio electrónico de barrido 
4.2 Penetración de los electrones en un soólido 
4.3 Formación de imágenes por electrones secundarios 
4.4  Formación de imágenes por electrones retrodispersados 
4.5 Otros modos de formación de imágenes 
4.6 Preparación de muestras para medición en SEM 

 
 

UNIDAD 5 

Espectroscopía de dispersión de energía dispersiva 

Objetivos particulares 

Lograr que el estudiante conozca y aplique el análisis químico de diversos 
materiales en el microscopio electrónico de barrido. 

Temas 

5.1 Fundamentos de la técnica 
5.2 Aplicaciones. 



 
 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Equipo de Computo, microscopio electrónico de barrido, Materiales Didácticos 
(Libros y Artículos especializados). 

 

EQUIPO NECESARIO 
Aula equipada con: pintarrón, mesas, sillas, escritorio con silla, computadora con 
cañón, pantalla, marcadores, borrador, apuntador láser; biblioteca con ejemplares 
de los textos señalados en la bibliografía y laboratorio de microscopía electrónica 
de barrido 
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Prácticas de laboratorio 
Exposiciones 

 
20%  
20%  
40%  
20% 

 

Total  

 
 
 


